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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre interesse par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique c&e 8 cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale IS0 12085 a ete elaboree conjointement par les 
comites techniques ISOnC 57, M&rologie et propriktb des surfaces, 
sous-comite SC 1, Paramktres geomktriques - Instruments et probdu- 
res pour la mesure de la rugosit6 et de I’ondulation des surfaces, 
lSO/TC 3, Ajustements et l’lSO/TC 10, Dessins techniques, dgfinition de 
produits et documentation y relative, sous-comite SC 5, Cotation et to&- 
rancement. 

L’annexe A fait partie integrante de la presente Norme internationale. Les 
annexes B, C et D sont donnees a titre d’information. 

iv 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 12085:1996
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/83a5abc3-968e-42bf-be72-4312fe1cf885/iso-

12085-1996



@ IS0 IS0 12085:1996(F) 

Introduction 

La presente Norme internationale qui traite de la specification geometrique 
des produits (GPS) est consideree comme une norme GPS g&Wale (voir 
l’lSO/rR 14638). Elle influence les maillons 2, 3 et 4 des cha’ines de nor- 
mes relatives au profil de rugosite et au profil d’ondulation. 

Pour de plus amples informations sur la relation de la presente Norme in- 
ternationale avec les autres normes GPS, voir I’annexe C. 

L’approche d&rite dans la presente Norme internationale permet de de- 
terminer des parametres de rugosite et d’ondulation a partir du profil pri- 
maire en recherchant les motifs caracteristiques de la surface en tours 
d’examen. Cette methode nest lice 8 aucun filtre de profil et donne des 
parametres qui sont bases sur la profondeur et le pas des motifs. Ces pa- 
rametres, complementaires a ceux definis dans I’ISO 4287, peuvent etre 
utilises pour decrire les proprietes fonctionnelles des pieces, comme 
I’illustre l’annexe B. 
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Spbcification gbombtrique des produits (GPS) - &at de 
surface: Mbthode du profil - Paramktres Ii& aux motifs 

1 Domaine d’application 

La presente Norme internationale definit les termes et parametres pour la determination de Mat de surface par la 
methode des motifs. Elle decrit egalement I’operateur theorique et les conditions de mesurage correspondantes. 

2 Rbfbrences normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente Norme internationale. Au moment de la publication, les editions indiquees 
etaient en vigueur. Toute norme est sujette a revision et les parties prenantes des accords fond& sur la presente 
Norme internationale sont invitees a rechercher la possibilite d’appliquer les editions les plus recentes des normes 
indiquees ci-apt-es. Les membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre des Normes internationales en vigueur 
a un moment donne. 

IS0 1302: 1992, Dessins techniques - Indication des eta ts de surface. 

IS0 3274: 1996, Specification geometrique des produits (GPS) 
ques nominales des instruments a contact (palpeur). 

- &at de surface: Methode du pro fil - Caracteristi- 

IS0 4287: I 996, Specification geometrique des produits (GPS) 
finitions et parametres d’eta t de surface. 

- &at de surface: Methode du profil- Termes, de- 

I SO 4288: 1996, Specification geome trique des produits (G PS) 
procedures pour I’evaluation de &tat de surface. 

- &at de surface: Methode du profil - Regles et 

3 Dbfinitions 

Pour les besoins de la presente Norme internationale, les definitions suivantes s’appliquent. 

3.1 Dbfinitions ghkales 

3.1.1 profil de surface: (Voir I’ISO 4287.) 

3.1.2 profil primaire: (Voir I’ISO 3274.) 
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3.1.3 saillie locale du profil: Partie du profil comprise entre deux minima adjacents du profil (voir figure 1). 

/- Saillie locale du profil 

Figure 1 - Saillie locale du profil 

3.1.4 creux local du profil: Partie du profil comprise entre deux maxima adjacents du profil (voir figure 2). 

I - Creux local du profit 

Figure 2 - Creux local du profil 

3.1.5 motif: Portion du profil primaire comprise entre les points les plus hauts de deux saillies locales du profil, 
consecutives ou non. 

Un motif est caracterise par (voir figures 3 et 5): 

- sa longueur, A& ou AWi, mesuree parallelement a la direction g&Wale du profil; 

- ses deux profondeurs, Hj et Hj + 1 ou Hwj et Hwj + 1, mesurees perpendiculairement a la direction g&&ale du 
prof il; 

- sa caracteristique, T, egale a la plus petite des deux profondeurs. 

T = MIN [Hi; Hj+ AI 
ici: T = Hi+ 1 

Figure 3 - Motif de rugosith 

3.1.6 motif de rugositb: Motif calcule en utilisant I’operateur theorique avec la valeur A (voir figure 3). 

NOTE 1 Par dkfinition, un motif de rugosite a une bngueurAl?i infkrieure ou 6gale h A. 
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3.1.7 ligne enveloppe supkrieure du profil primaire (profil d’ondulation): Segments de droite joignant les 
points les plus hauts des saillies du profil primaire, apres discrimination conventionnelle de certaines saillies (voir 
figure 4). 

Ligne enveloppe superieure 

Figure 4 - Ligne enveloppe suphrieure 

3.1.8 motif d’ondulation: Motif determine sur la ligne enveloppe superieure du profil primaire en utilisant I’opera- 
teur theorique avec la valeur B (voir figure 5). 

Ligne enveloppe supkrieure 

AWi 
\J 

- - 

T = MIN [Hw~; HWj + 11 
ici: T = HWj + 1 

Figure 5 - Motif d’ondulation 

3.2 Dbfinitions de parametres 

3.2.1 pas moyen des motifs de rugositb, AR: Moyenne arithmetique des longueurs ARi des motifs de rugosite, a 
I’interieur de la longueur d’evaluation (voir figure 61, c’est-a-dire 

1 n 
AR=- ARi 

n c 
i=l 

ou IZ est le nombre de motifs de rugosite (egal au nombre de valeurs ARi). 

3.2.2 profondeur moyenne des motifs de rugositk, R: Moyenne arithmetique des profondeurs Hj des motifs de 
rugosite, a l’interieur de la longueur d’evaluation (voir figure 6), c’est-a-dire 

1 m 
R=- I$ 

m c 
j=l 

ou m est le nombre de valeurs Hj. 

NOTE 2 II y a deux fois plus de valeur H’ que de valeurs ARi (m = 212). 

3.2.3 profondeur maximale d’une irrbgularitb de profil, RX: Plus grande des profondeurs Hj a l’interieur de la 
longueur d’evaluation. 

EXEMPLE 

Sur la figure 6: RX = H3. 
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Figure 6 - Paramhtres de rugositb 

3.2.4 pas moyen des motifs d’ondulation, AW: Moyenne arithmetique des longueurs AWi des motifs d’ondula- 
tion, a I’interieur de la longueur d’evaluation (voir figure 7), c’est-a-dire 

1 Iz 
AW=- AWi 

n c 
i=l 

00 y1 est le nombre de motifs d’ondulation @gal au nombre de valeurs AWi). 

3.2.5 profondeur moyenne des motifs d’ondulation, WI Moyenne arithmetique des profondeurs HWj des motifs 
d’ondulation, a I’interieur de la longueur d’evaluation (voir figure 7), c’est-a-dire 

1 m 
W=- Hy 

m c 
j=l 

ou m est le nombre de valeurs Hwj. 

NOTE 3 II y a deux fois plus de valeurs HWj que de valeurs AWi (m = 2n). 

3.2.6 profondeur maximale d’ondulation, Wx: Plus grande des profondeurs Hwj, a I’interieur de la longueur 
d’evaluation (voir figure 7). 

3.2.7 profondeur totale d’ondulation, Wte: Distance, mesuree perpendiculairement a la direction generale du 
profil primaire, entre le point le plus haut et le point le plus bas de la ligne enveloppe superieure du profil primaire 
(voir figure 7). 

Ligne enveloppe 
superieure -7 

Figure 7 - Paramktres d’ondulation 
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4 Opbrateur thborique de la mkthode des motifs 

4.1 Ghhalith 

Le present article decrit les conditions d’identification des motifs (longueurs et discrimination des profondeurs) et 
presente la procedure permettant de calculer les parametres de rugosite et d’ondulation. 

4.2 Limites conventionnelles des motifs 

Les valeurs recommandees des limites A et B d&rites a la figure 8 sont donnees a I’article 5. 

0 l pas 15 A L-----W 

a) Motifs de rugositC b) Motifs d’ondulation 

Figure 8 - Limites conventionnelles des motifs 

4.3 Discrimination de profondeur 

La discrimination de profondeur est appliquee au profil primaire pour evaluer la rugosite de surface. 

4.3.1 Discrimination basbe sur la profondeur minimale 

Diviser le profil primaire en sections de largeur A/2 et calculer la hauteur de chaque rectangle. 

Les pits locaux pris en compte sont ceux dont la hauteur est superieure a 5 % de la hauteur moyenne de ces rec- 
tangles (voir figure 9). 

L--Pit local retenu 
(exemple) 

-Pit local &Liminb 
(exemple) 

-Hauteur de ce rectangle 

Figure 9 - Discrimination de profondeur 
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